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1．背景と研究目的 

ジルコニアは高い強度、靭性、光透過率など様々な特徴を有することから歯科材や構造材に代表され

る様々な分野で広く実用化されている。一方で応力誘起相変態で説明されるような正方晶から単斜晶へ

の変態機構を有するため、上述した特性と結晶構造の間に見られる関係性が頻繁に議論されている。

XAFS による構造解析結果はすでに報告されているが、安定化材を大きく変化させた議論が多い。構造

材や歯科材で利用されているジルコニアはイットリア 3～6mol%程度で安定化されたジルコニアが多く

採用されているが、このような添加量変化が少ない領域での XAFS による報告事例は少ない。本試験で

は、上述のような非常に小さな添加量変化に XAFS スペクトル解析が適用可能か評価した。 

 

2．実験内容 

Y 添加量 2,4,8mol%の安定化ジルコニアを 1500℃－2 時間の条件で焼成し、試験用ペレット 3 点を作

製した。透過法での測定の場合、研磨操作による結晶構造の変化が懸念されたため、本試験では転換電

子収量法を選択し、Zr-K edge を観察した。 

 

3．結果および考察 

Fig.1.に転換電子収量法で測定し

たイットリア安定化ジルコニアの

XENES スペクトルの結果を示す。

17995 eV 付近にわずかではあるが

ショルダーピークが観察された。既

報によるとこのピークは 1s→4d 遷

移に由来するピークであり [1]。Y 添

加量が多くなるに従いこのピーク

が小さくなっていく様子を確認で

きた。上記変化は、Zr の配位数が変

化する際に現れる変化として報告

されている[1]。同様に 18015 eV 付近

の white line ピークにも違いが見ら

れた。Y 添加量の増加に伴いピーク

位置が右側へシフトすることが確

認できた。今回の結果から 2~8mol%

程度の添加量変化でも XAFS 解析によって化学構造変化を観察可能であることが分かった。 
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